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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
COMITE INTERNATIONAL SPECIAL DES PERTURBATIONS RADIOELECTRIQUES

SPECIFICATIONS DES METHODES ET DES APPAREILS
DE MESURE DES PERTURBATIONS RADIOELECTRIQUES ET
DE L'IMMUNITE AUX PERTURBATIONS RADIOELECTRIQUES -

Partie 1-2: Appareils de mesure des perturbations radioélectriques
et de I'immunité aux perturbations radioélectriques —
Matériels auxiliaires — Perturbations conduit

AVANT-PROPOS

La Commission Electrotechnique Internatlonale (CEI) est une orgam atio

organlsatlons |nternat|ona|es gouvernementales et non go
également aux travaux. La CEI collabore étroitement ave

nationales et régiQnales.
nationales ou r
La CEl n’a prévi/ aucyne

gjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre
& que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais

référencées est obligdtoire pour une application correcte de la présente publication.

L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CISPR 16-1-2 a été établie par le sous-comité A du CISPR : Mesures
des perturbations radioélectriques et méthodes statistiques.

Cette premiére édition de la CISPR 16-1-2, ainsi que les CISPR 16-1-1, CISPR 16-1-3,
CISPR 16-1-4 et CISPR 16-1-5, annule et remplace la CISPR 16-1, publiée en 1999,
I'amendement 1 (2002) et 'amendement 2 (2003). Elle contient les articles en rapport avec la
CISPR 16-1 sans modifications de leur contenu technique.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.
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Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2004. A
cette date, la publication sera

e reconduite;
e supprimée;
e remplacée par une édition révisée, ou

e amendée.

@%
S


https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/4a261412-5bca-4b18-ac73-e7689ba33463/cispr-16-1-2-2003

-8- CISPR 16-1-2 © CEI:2003

INTRODUCTION
Les publications CISPR 16-1, CISPR 16-2, CISPR 16-3 et CISPR 16-4 ont été réorganisées

en 14 parties, dans le but de pouvoir gérer plus facilement leur évolution et maintenance. Les
nouvelles parties portent de nouveaux numéros. Voir la liste donnée ci-dessous.

Anciennes publications CISPR 16 Nouvelles publications CISPR 16

CISPR 16-1-1 Appareils de mesure
Appareils de mesure % CISPR 16-1-2 Matériels auxiliaires — Perturbations conduites

des perturbations
radioélectriques é
et de l'immunité
aux perturbations
radioélectriques

CISPR 16-1 CISPR 16-1-3 Matériels auxiliaires — Puissance perturbatrice

CISPR 16-1-4 Matériels auxiliaires — Pertur atlons rayonnées

S{:

Emplacements d'essai p “tal nhage d
CISPR 16-1-5 antennes de 30 MHz Qﬁx
/ CISPR 16-2-1 Mesures des p/rtJ\a\Qns\:{)}m{tes
W
3

Méthodes de mesure
CISPR 16-2 | des perturbations et <
de l'immunité

CISPR 16-2-2 Mesure de la puissanc rturkatric
Resareaguioni, >
CISPR 16-2-3 Mesure%&&ﬁ\rba\@{s rayor\\ees
CISPR 1624 | Mesares.ds¥immunis \ "N/
CISPR 16-3 /ﬁap;};{s te}wqu du CI%DR
CISPR 16-4- Incejtitydes dand\es essafs normalisés en CEM
Reoports o / I\ \ncsjtiyides danse
CISPR 16-3 | recommandations /CW’SER1<6/45§ Incer(tud@ I'instpdmentation de mesure
du CISPR < ' Y1l — ——
on&Wahshques dans la détermination
CISPR 16:4- la conformité CEM des produits fabriqués en
grand nombre

CISPR 16-4 | Incertitudes dans Wues des plaintes pour le calcul
les mesures CE)(\ \S mites

éthodes de mesure des perturbations radioélectriques sont
atre nouvelles parties de la CISPR 16-2. Différents rapports

La CISPR 16-1 est constituée des cinq parties suivantes, sous le titre général Spécifications
des méthodes et des appareils de mesure des perturbations radioélectriques et de I'immunité
— Appareils de mesure des perturbations radioélectriques et de I'immunité aux perturbations
radioélectriques:

e Partie 1-1: Appareils de mesure,

e Partie 1-2: Matériels auxiliaires — Perturbations conduites,

e Partie 1-3: Matériels auxiliaires — Puissance perturbatrice,

e Partie 1-4: Matériels auxiliaires — Perturbations rayonnées,

e Partie 1-5: Emplacements d'essai pour I'étalonnage des antennes de 30 MHz a 1 000 MHz.


https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/4a261412-5bca-4b18-ac73-e7689ba33463/cispr-16-1-2-2003

-10 - CISPR 16-1-2 © CEI:2003

TABLEAU RECAPITULATIF DES REFERENCES CROISEES

Deuxiéme édition de la CISPR 16-1

Articles, paragraphes

Annexes

NOZZ—m

Tableaux

18, 22

Figures

7,8,9, 23, 24

10, 20, 52, 53,

25, ...
F.1

30, ...
44, ...
49, 50
Q.1,...,Q.6

, 29
, 37

Premiére édition de la CISPR 16-1-2

Articles, paragraphes

2

3.1,..., 3.3
3.4, .., 37
4

5

6

7

8
Annexes
A

B

C

D

E

b 2! 3! 4! 5
5<> 6,7,8,9, 10
% A1, ..., A5

A.6
B.1,...,B.8
c1,..,C5
D.1,D.2
EA1,..,E®6
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SPECIFICATIONS DES METHODES ET DES APPAREILS
DE MESURE DES PERTURBATIONS RADIOELECTRIQUES ET
DE L'IMMUNITE AUX PERTURBATIONS RADIOELECTRIQUES -

Partie 1-2: Appareils de mesure des perturbations radioélectriques
et de I'immunité aux perturbations radioélectriques —
Matériels auxiliaires — Perturbations conduites

1 Domaine d'application

La présente partie de la CISPR 16 est une norme fondamentalg
caractéristiques et les performances des appareils de mesure de tens

spécifie les

sondes de courant et de tension et boitiers de couplage po
cables.

Les méthodes de mesure sont traitée yarti informations supplémentaires
sur les perturbations radioélectriques‘sont\doR i de la CISPR 16.

non datees la dernierenedi sptnde référence s appllque (y compns les éventuels
amendements).

CISPR 14-1:20
domestiques, outilla

CISPR 16-1-1:

pécifications des méthodes et des appareils de mesure des
slectriques et de l'immunité — Partie 2-1: Méthodes de mesure des
immunité — Mesures des perturbations conduites

perturbations re
perturbations et

CISPR 16-3:2003, Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des perturbations
radioélectriques et de l'immunité aux perturbations radioélectriques — Partie 3: Rapports
techniques du CISPR

CISPR 16-4-1:2003, Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des
perturbations radioélectriques et de l'immunité — Partie 4-1: Incertitudes, statistiques et
modélisation des limites — Incertitudes dans les essais normalisés en CEM

CISPR 16-4-2:2003, Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des
perturbations radioélectriques et de l'immunité — Partie 4-2: Incertitudes, statistiques et
modélisation des limites — Incertitudes de l'instrumentation de mesure

CEI 60050(161):1990, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) — Chapitre 161:
Compatibilité électromagnétique

Vocabulaire international des termes fondamentaux et généraux en métrologie, Organisation
Internationale de Normalisation, Genéve, seconde édition, 1993
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3 Définitions

Pour les besoins de la présente partie du CISPR 16, les définitions suivantes sont
applicables. Voir également les définitions de la CEI 60050(161).

31

tension symétrique
dans un circuit bifilaire, tel qu'une alimentation monophasée, la tension symétrique est la
tension de perturbation radioélectrique apparaissant entre les deux fils. Cette tension est
quelquefois appelée tension de mode différentiel. Si Va est la tension vectorielle entre une
des bornes d'alimentation et la terre et Vb la tension vectorielle entre l'autre borne
d'alimentation et la terre, la tension symétrique est la différence vectoriell¢

3.2

tension asymétrique
la tension asymétrique est la tension de perturbation radioéleCtrig ant’entre le
point milieu électrique des bornes d'alimentation et la terre.

Vb, c'est-a-dire, (Va + Vb)/2

3.3
tension non symétrique

amplitude de la tension vectorielle, V4

3.4
réseau fictif asymétrique (AAN)
réseau utilisé pour mesuren(ou inj

généralement u
souvent utilisg

3.6

signaux soient mesurés ou injectés dans un autre circuit

3.7

affaiblissement de conversion longitudinale (ACL)

pour un réseau a un ou a deux accés, une mesure (rapport en dB) du degré du signal
transversal non désiré (mode symétrique) qui apparait aux bornes de ce réseau, du fait de la
présence d’un signal longitudinal (mode asymétrique) sur les fils de connexion

(définition provenant de la Recommandation 0.9 de 'UIT-T")

1) Recommandation UIT-T 0.9, Montages pour la mesure du degré de dissymétrie par rapport a la terre
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4 Réseaux fictifs

Un réseau fictif est nécessaire pour fournir une impédance RF définie aux bornes de
I'appareil en cours d'essai, pour isoler le circuit d'essai des signaux RF indésirables issus du
réseau d'alimentation basse tension, et pour délivrer la tension perturbatrice au récepteur de
mesure.

Il existe deux types principaux de réseaux fictifs, le réseau en V qui délivre des tensions non
symétriques, et le réseau en delta qui délivre les tensions symétriques et asymétriques
séparément.

Il'y a trois bornes pour chaque type de conducteur d'alimentation: la_porne “qermettant le
branchement au réseau basse tension, la borne appareil permettant hement a
I'appareil en essai, et la borne de sortie de perturbation pour le brafch al'appareil de
mesure.

NOTE Des exemples de circuit de réseaux fictifs sont donnés a I'annexe A.

4.1 Impédance du réseau

L'impédance d'un réseau fictif est la valeur de I'impé
mesurée sur une borne appareil lorsque la borne-de
chargée par 50 Q.

I'appareil en essai. Pour cette raiso
raccordée au récepteur de mesure, elle

5 d'impédance externe, y compris un court-
4.7, est branché entre la borne alimentation
Cette exigence doit étre remplie a toutes les

circuit ou lorsque
correspondante
températures quente 18

NOTE Ce réseau peut étre construit de telle maniére qu'il puisse satisfaire aux exigences d'impédance
combinées du présent paragraphe et de 4.3.

4.3 Réseau fictif en V 50 /50 pH (utilisable dans la gamme de fréquences
de 0,15 MHz a 30 MHz)

Le réseau doit présenter la caractéristique impédance/fréquence indiquée en figure 1b, dans
la gamme de fréquences concernée. Une tolérance de +20 % est autorisée.

NOTE Le réseau fictif en V 50 Q/50 pH + 5Q donné en 4.2 peut également remplir la condition d'impédance du
présent paragraphe.

4.4 Réseau fictif en V 50 Q/5 pH + 1 Q (utilisable dans la gamme de fréquences
de 150 kHz a 100 MHz)

Le réseau doit présenter la caractéristique impédance/fréquence indiquée en figure 2. Une
tolérance de +20 % est autorisée.
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